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G7 ULKELERINDE PATENT URETIMIiNi ETKILEYEN
DEGISKENLER iCiN PANEL VERI ANALIZIi

Serdar KURT* & Funda SEZGIN** & Gamze SART"™"

Oz

Bu ¢alismanin temel amact G-7 iilkelerinde 1996-2015 dénemi icin patent iiretimini
etkileyen degiskenleri panel veri ekonometrisi teknikleri ile analiz etmektir. Ulkelerin
strdiiriilebilir iktisadi biiyiime ve kallinmasinda teknolojik gelisme kilit role sahiptir.
Teknolojik gelismenin en énemli géstergesi de ortaya ¢ikan patentlerdir. Bu baglamda
patent iiretimini etkileyen degiskenlerin ekonometrik olarak belirlenmesi biiyiik 6neme
sahiptir. Calismada, Ar-Ge Harcamalar1, Aragtirmact Sayist ve kigi basina GSYIH 'nin
patent iiretimi iizerinde anlamli ve pozitif etkisi bulunmustur. Isletmeler, sektor ve
ulusal diizeyde, patent iiretimini etkileyen degiskenler gozoniine alinarak uygulanacak
politika ve stratejiler uzun donemde hem patent iiretimini hem de toplumsal refahin
artmasini saglayacagr sonucuna ulagiimigtir.

Anahtar Kelimeler: Patent Uretimi, Panel Veri Analizi, Ar-Ge

A PANEL DATA ANALYSIS FOR DETERMINANTS OF PATENT
PRODUCTION IN G-7 COUNTRIES

Abstract

The main objective of this study is to analyze the variables affecting patent production
in the G-7 countries for the period 1996-2015 by panel data econometric techniques.
Technological development plays a key role in the sustainable economic growth and
development of the countries. The most important indicators of technological develop-
ment are the emerging patents. In this context, econometric determination of the vari-
ables affecting patent production has great importance. In the study, it is found that
R&D expenditures, number of researcher and GDP per capita have significant and
positive effect on the patent production. It is determined that considering the variables
affecting patent production at the business, sector and national level, the application
of necessary policies and strategies will ensure both patent production and long term
social welfare.
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1.GIRIS

I¢sel biiyiime modellerinde de teorik olarak ortaya konuldugu gibi uzun dénemde bii-
yliimenin anahtar degiskeni olan teknolojik gelismenin uygulanacak ekonomi politikalari
ile etkilenebilmesi miimkiindiir. Bu baglamda, iilkelerin stirdiiriilebilir iktisadi biiyiime
ve kalkinmasinda teknolojik geligsme kilit role sahiptir. Teknolojik gelismenin en énemli
gostergesi de ortaya ¢ikan patentlerdir. Patent iiretimini etkileyen degiskenlerin ekono-
metrik olarak belirlenmesi biiyiik 6neme sahiptir. Isletmeler, sektér ve ulusal diizeyde
patent iiretimini etkileyen degiskenler gézoniine almarak gerekli politika ve stratejilerin
uygulanmasi uzun dénemde toplumsal refahin artmasini saglayacaktir.

Bu ¢alismanin amacinin temel amaci G-7 iilkelerinde patent tiretimini etkileyen de-
giskenleri panel veri ekonometrisi teknikleri ile analiz etmektir. Calisma, bu alandaki
literatiire giincel veriler ve ekonometrik tekniklerle katki yapmay1 hedeflemektedir.

2. G-7 ULKELERINDE PATENT URETIiMi VE LITERATUR

G-7 iilkeleri sahip olduklar1 gelismis ekonomik yapilar1 sebebiyle patent liretiminde
en basarili iilkelerdir. Bu sebeple G-7 tilkelerinde patent {ietimini etkileyen degiskenlerin
bilimsel olarak modellenip agiklanams: diger iilkeler i¢in 6nemli bir politika gelistirme
kaynagi olacaktir.

Sekil 1’de G-7 {ilkeleri igin patent sayisinin zamana gore dagilimi ve ortalamasi,
Sekil 2’de G-7 iilkeleri i¢in patent, Ar-Ge, arastirmact ve kisi bagina GSYIH ve Sekil
3’te G-7 iilkelere gore patent sayisinin dagilimi ve ortalamasi, grafikleri verilmistir. Buna
gore, patent sayisi genel ortalamada duragan bir yapiya sahip olup, iilkelere gore artis
sayis1 farklilik gostermektedir. Diger yanda, Ar-Ge harcamasi, arastirmaci sayisi ve kisi
basma GSYIH degiskenleri ise iilkelere gore farklilik arzetmesine karsin kriz donemleri
harig artis trendi gostermektedir.
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Sekil 1: G-7 Ulkeleri i¢in Patent Sayisimin Zamana Gore Dagihm ve Ortalamasi
(Log)
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Kaynak: OECD, Veri eksigi sebebiyle italya harig

Sekil 2: G-7 Ulkeleri icin Patent, Ar-Ge, Arastirmaci ve Kisi Basma GSYIiH
Degiskenleri Grafikleri
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Kaynak: OECD, Veri eksigi sebebiyle Italya haric; 1.Kanada, 2.Fransa, 3.Almanya;
4 Japonya, 5.Ingiltere, 6.ABD
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Sekil 3: G-7 Ulkeleri i¢in Patent Sayisimin Dagihm ve Ortalamasi (Log)
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Kaynak: OECD, Veri eksigi sebebiyle Italya harig; 1.Kanada, 2.Fransa, 3.Almanya;
4.Japonya, 5.Ingiltere, 6.ABD

Patent tiretimini etkileyen degiskenler literatiirde genel olarak, firma ve ulusal dii-
zeyde olarak ayrilmakta olup, ulusal diizeye belirleyiciler arasinda?> Ar-Ge igin ayrilan
kaynak, arastirmact sayist, milli gelir diizeyi, patent haklarinin korunmasi, tilkenin disa
aciklig1, yabanci dogrudan sermaye, uluslararasi isbirlikleri gibi faktorl etkildegini goz-
lemlenmektedir.

Patent tiretimi tizerine yapilan ¢aligmalar mikro ve makro diizeyde asagidaki sekilde
genel hatlari ile 6zetlenebilir.

Ginarte ve Park (1997)* ¢aligmalarinda, 1960-1990 dénemi igin 110 tilke i¢in patent

2 Detayl bilgi igin bkz.
A. Kleinknecht, New Indicators and Determinants of Innovation: An introduction, In: Kleinknecht A. (eds)
Determinants of Innovation. Palgrave Macmillan, 1996, London

E. Brouwer, A. Kleinknecht, Determinants of Innovation: A Microeconometric Analysis of Three Alternative
Innovation Output Indicators. In: Kleinknecht A. (eds) Determinants of Innovation. Palgrave Macmillan, 1996,
London

G. Dosi, ‘Sources, Procedures and Micro-economic Effects of Innovation, Journal of Economic Literature, 1988,
vol. 26, pp. 1120-71.

A. Kleinknecht and B. Verspagen ‘Demand and Innovation: Schmookler Re-examined, Research Policy, 1990,
vol. 19, pp. 387-94.

E M. Scherer, ‘Demand-pull and Technological Invention: Schmookler Revisited, Journal of Industrial Econom-
ics, 1982, vol. 30, pp. 225-37.

L. Mohr, Determinants of Innovation in Organizations. American Political Science Review, 1969, 63(1), 111-126.
Henny Romijn, Manuel Albaladejo, Determinants of innovation capability in small electronics and software
firms in southeast England, Research Policy, Volume 31, Issue 7, 2002, Pages 1053-1067,

3 Juan C. Ginarte, Walter G. Park, Determinants of patent rights: A cross-national study, Research Policy, Vol-
ume 26, Issue 3, 1997, Pages 283-301,
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haklar1 endeksini kullanarak, patent haklarinin ne 6l¢iide korundugunu belirlemeye ¢a-
lismislardir. Ginarte ve Park (1997) ¢alismalarinda, patent koruma seviyelerini etkileyen
altta yatan faktorler olarak, tilkenin gelisme diizeyi ile iliskili olan arastirma ve gelistirme
(Ar-Ge) faaliyeti, piyasa ortami ve uluslararasi entegrasyon diizeyi oldugunu belirtmis-
lerdir.

Romijn ve Albaladejo (2002) calismalarinda, Ingiltere’de kiiciik elektronik ve yazi-
lim firmalarinda inovasyon kapasitesinin belirleyicilerini incelemislerdir.Calismalarinda,
AR-GE, bolgesel bilim iissiiniin yiiksek teknoloji iiriinii egrilerin beslenmesinde oynadig1
anahtar rolii ve tedarikgilere olan yakinlik 6nem arzettigini tespit etmislerdir.

Bhattacharya ve Bloch (2004)* ¢alismalarinda, kiigiik ve orta 6l¢ekli Avustralya ima-
lat isletmelerinde firma biiyiikliigliniin, pazar yapisinin, karliligin ve bityimenin yenilikgi
faaliyetleri nasil etkiledigini incelemislerdir. isletme biiyiikliigii, Ar-Ge yogunlugu, piya-
sa yapist ve ticaret hisseleri de dahil olmak iizere ¢ogu degisken, ileri teknoloji firmalar
icin yenilikei faaliyetler i¢in uygun oldugu ¢alismada tespit edilmistir.

Yueh (2006) 5 ¢alsmasinda, Cin’de patent iiretimini etkileyen faktorleri incelemisler-
dir. Kisi basina milli gelir, Ar-Ge harcamasi, yabanci dogrudan sermaye ve beseri serma-
yenin patent iiretiminin belirleyicileri arasinda oldugunu tespit etmislerdir.

Birinci (2013) galismasinda, 21. yiizyilda rekabet giictinii artiran en 6nemli faktoriin
yenilik yapma kabiliyeti oldugunu ifade etmistir. Birinci (2013) ¢alismasinda, bir yenilik
gostergesi olan patent kavraminin incelenmesi ¢ok 6nemli oldugunu belirterek, patentler
sayesinde isletmeler rekabet avantajlarini kullanma imkanini da elde ederek, piyasada
basarili ve kalic1 olma firsati elde edeceklerini vurgulamistir.

Isik (2014) ¢alismasinda, Tiirkiye ekonomisi i¢in patent haklarinin ekonomik biiytime
iizerindeki etkisinin analiz edilmesi ve bu dogrultuda olusturulacak ekonomik politikalara
katkida bulunulmasi amaglamustir. Isik (2014) ¢alismasinda, Tiirkiye’nin 1990:1-2010:4
yillarint kapsayan donemine iliskin patent harcamalari ve ekonomik bilyiime degiskenleri
cesitli yontemler ile (nedensellik ve es-biitiinlesme gibi) analiz etmistir. Isik (2014)
calismasinda, patent harcamalari ve ekonomik biiylime arasinda tek yonlii bir nedensellik
iligkisini bulmustur.

Tong vd (2018)° patent basvurusu siiresinin belirleyicilerini incelemislerdir. Bagvuru
sahibinin tiirii, bir patent aracisinin kullanimi, gérevli sayisi, mucit sayisi, oncelikli talep
sayisi, asil talep siiresi, bagvurunun sayfa sayist ve bdliinme basvurusu gibi yeni belirle-
yiciler olarak belirtmislerdir.

Drivas vd (2018) ¢alismalarinda, ABD’de eyaletlerde iiretim siirecinin genel olarak
verimli olduklarini ancak yeni bilgi tiretim siirecinde kaynak israfinin daha fazla oldugunu

4 M. Bhattacharya, H., Bloch, Determinants of Innovation, Small Business Economics, 2004, 22: 155.

5 Linda Y. Yueh, The Determinants of Innovation: Patent Laws, Foreign Direct Investment and Economic
Growth in China, University of Oxford, Centre for Economic Performance, LSE, June 2006

6 Tony W. Tong, Kun Zhang, Zi-Lin He, Yuchen Zhang, What determines the duration of patent examination in
China? An outcome-specific duration analysis of invention patent applications at SIPO, Research Policy, Volume
47, Issue 3, 2018, Pages 583-591,
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belirtmislerdir.

Bond ve Saggi (2018) ¢alismalarinda, gelismekte olan {ilkelerde patent korumasinin
giiclenmesinin tiim tilkelerin refahinin artmasina aktki saglayacagini iddia etmistir.

Galasso ve Schankerman (2018), ABD’de patentlerin basvuru siireci sonucunda
gegersiz kabul edilmelerinin patent iiretimi tizerindeki etklerini inceleyerek, patentlerin
gecersiz sayllmasimin kiigiik ve biiyiik isletmeler iizerinde patent iiretiminde 6nemli
olumsuz etkiye sahip oldugunu belirtmislerdir.

3. EKONOMETRIK ANALiZ VE DEGERLENDIRME
3.1. Yontem ve Veri

Calismada, G7 iilke grubu igin 1996-2015 donemine iliskin patent tretimini
etkiledigi diisiiniilen Ar-Ge harcamalarmin GSYIH igindeki orani, Ar-Ge arastirmaci
sayis1 ve kisi basina GSYIH degiskenleri arasindaki iliski panel esbiitiinlesme yardimiyla
analiz edilmistir. Ilk asamada, paneli olusturan yatay kesitler arasindaki bagimlilik;
Berusch ve Pagan (1980) tarafindan gelistirilen CD,,, testiyle testi ile incelenmistir.
Katsayilarin homojenligi i¢in, Pesaran ve Yamagata (2008) tarafindan gelistirilen Delta
Testi uygulanmustir. Serilerin duraganligi, Carrion-i-Silvestre vd., (2005) tarafindan
gelistirilen, yatay kesit bagimliligint ve serilerdeki yapisal kirilmalari g6z Oniinde
bulunduran PANKPSS (Panel Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin) testi ile
incelenmistir. Seriler arasindaki esbiitiinlesme iliskisinin varligi, Basher ve Westerlund
(2009) tarafindan gelistirilen, yatay kesit bagimliligint ve esbiitiinlesme vektoriindeki
yapisal kirtlmalart g6z oOniinde bulunduran yontemle test edilmistir. Esbiitiinleme
katsayilari, Eberhardt ve Bond (2009) tarafindan gelistirilen Panel AMG (Genisletilmis
Ortalama Grup-Augmented Mean Group) yontemiyle belirlenmistir. Seriler arasindaki
kisa donem iliskileri, farki alinmis seriler ve uzun donem analizlerinden elde edilen hata
terimi serilerinin bir donem gecikmeli degeri yani; hata diizeltme terimi kullanilarak elde
edilmistir. Calismanin verileri Diinya Bankasi ve Eurostats’dan alinmistir.

Tablo 1: Degiskenlerin Tanimi

Degiskenler Gosterim
Patent Giretimi PU

Ar-Ge Harcamalar/GSYTH(%) ARGE _HAR
Ar-Ge arastirmact sayisi (per million people) ARSAY

Kisi basina GSYIH ( 2010=100, US$) KBGSYIH

3.2. Yatay Kesit Bagimhhgi ve Homogenliginin Test Edilmesi

Yatay kesit bagimliliginin varligi, zaman boyutu yatay kesit boyutundan biiylik
oldugunda (T>N) Berusch Pagan (1980) CD,,,, testiyle, zaman boyutu yatay kesit
boyutuna esit oldugunda(T=N) Pesaran (2004) CD, , testiyle, zaman boyutu yatay kesit
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boyutundan kiigiik oldugunda(T<N); Pesaran (2004) CD, ,, testiye kontrol edilmektedir.
Berusch-Pagan (1980) LM testi, grup ortalamast sifir fakat bireysel ortalama sifirdan
farklt oldugunda sapmali olmaktadir. Pesaran vd., (2008), bu sapmay:1 test istatistigine
varyanst ve ortalamayr da ekleyerek diizeltmistir. Bu nedenle ismi diizeltilmis LM
testi (LMadj) olarak ifade edilmektedir. Bu ¢aligmada 6 iilke (N=6) ve 20 yil (T=20)
oldugu i¢in, CD,,,, testi ve aym zamanda LM . testi kullanilmistir. S6z konusu test,
yatay kesit tahminlerine iliskin hata terimlerinin ikili korelasyonlarinin ortalamalarina
dayanmaktadir. Bos hipotez H : Yatay Kesit Bagimlilig1 Yoktur” olarak tanimlanmustur.

Yatay kesitlere iligkin egim parametrelerinin homojen olup olmadiginin tespiti i¢in
Pesaran ve Yamagata (2008) tarafindan gelistirilen Delta Testi kullanilmigstir. Bu testte,
[, egim katsayilarinin yatay kesitler arasinda farkli olup olmadig: test edilmektedir. Bos
hipotez H,: “Egim Katsayilari Homojendir” bigimindedir. Test sonuglarina gére, yatay
kesitler arasinda egim katsayilar1 farklilasmaktadir. Elde edilen sonuglar Tablo 2’de
sunulmustur.

Tablo 2: CD , , LM, g Ve Katsay1 Homogenligi Testi Sonug¢lar:
CDLMI I'_'Madj CDLMI LMadj
Test Istatistigi Test Istatistigi p degeri p degeri

PU 11.853 12.901 0.000 0.000

ARGE HAR 9.382 10.554 0.001 0.000

ARSAY 10.045 9.825 0.003 0.000

KBGSYIH 13.275 11.661 0.001 0.002

Delta_tilde 22.78 0.001

Delta tilde adj 28.72 0.000

Tablo 2°deki sonuglara gore, bos hipotez, reddedilmis ve paneli olusturan iilkeler
arasinda yatay kesit bagimliliginin var olduguna karar verilmistir. Bu durumda, s6z
konusu iilkelerden birinde meydana gelen bir sok karsisinda, digerleri de etkilenmektedir.
Analiz agamalarinda kullanilacak yontemler segilirken, yatay kesit bagimliligini dikkate
alan test yontemlerinin kullanilmasi gerekmektedir. Ayrica, Delta testi sonucunda, p<0.05
oldugundan yatay kesitler arasinda egim katsayilari farklilagmaktadir.

3.3. Panel Birim Kok Testi

Panel birim kok sinamasinda karsilasilan ilk sorun, paneli olusturan yatay kesitlerin
birbirinden bagimsiz olup olmadiklaridir. Diger taraftan, seride yapisal kirilma oldugu
halde yapisal kirilmalara yer vermeyen testler, yanlis bicimde, birim kok oldugu
yoniinde sapmali sonuglar verebilmektedir. Bu eksikligi giderebilmek i¢in yatay kesitler
arasindaki bagimlilig1 ve serilerdeki ¢oklu yapisal kirilmalart géz 6niinde bulunduran
PANKPSS birim kok testi Carrion-i-Silvestre vd., (2005) tarafindan gelistirilmistir.
PANKPSS ile paneli olusturan serilerin ortalama ve trendlerinde yapisal kirilmalarin
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varlifi durumunda, serilerin duraganhig: test edilebilmektedir. Ayrica, paneli olusturan
her bir yatay kesit biriminde, farkli tarihlerde ve farkli sayilarda yapisal kirilmanin
ortaya ¢ikmasina da izin verilmektedir. PANKPSS testi, bes tane yapisal kirilmaya izin
verecek sekilde diizenlenmistir. Test, yapisal kirilma tarihlerini, Bai ve Perron (1998)
calismasinda Gnerilen hata kareler toplaminin (SSR) minimize oldugu noktalar olarak
tespit etmektedir. Test, yapisal kirilma sayisini belirlerken, trendli model i¢in birinci
siireci, trendsiz model i¢in ikinci siireci kullanmaktadir. Testin bos hipotezi; “seri
duragandir” seklindedir. Hesaplanan test istatistikleri, bootstrap ile hesaplanan kritik
degerlerle karsilagtirilmaktadir. Bu ¢aligmada, paneli olusturan iilkeler arasinda yatay
kesit bagimlilig1 tespit edildigi i¢in, serilerin duraganligi, PANKPSS testi ile incelenmis,
serilerin diizeyde duragan olmadigi , birinci mertebe fark alinarak duraganligin saglandigi
belirlenmis olup, birinci fark alinarak elde edilen sonuglar Tablo 3’de sunulmustur.

1997-1998 Asya ve 1998 Rusya krizleri sonrasinda diinya ekonomilerinde yasanan
yapisal doniisiimler, 2002-2004 dénemine bakildiginda 2002 Arjantin krizi, 2001 Tirkiye
krizi, 2002 Brezilya krizi ve 2001 “dot. com” krizi gibi gelismeler, 2008-2010 kiiresel
finansal kriz ilgili degiskenler iizerinde bu donemlerde gesitli etkilere yol agmis olabilir.

Test modeli olarak, sabitte ve trendde yapisal kiritlmaya izin veren model se¢ilmistir.
Kritik degerler, bootstrapta 1000 yineleme ile tiretilmistir. Panelin geneli i¢in, serilerin
diizeyde duragan olmayip, birinci farklar1 alindiginda duragan hale geldigi goriilmiistiir.
Test yontemi, tilkelerdeki yapisal kirilmalar1 basariyla tespit etmistir.
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Tablo 3: PANKPSS Birim Kok Testi Sonug¢lar:

Ulke DPU DAR-GE_HAR | DARSAY D KBGSYiH
P Kirilma P Kirilma P Kirilma P Kirilma
2004,
Kanad 1998, 2001, 2008 1999,
anada 0.192% | 2008 | 0171 | 2007, | 0.185% | " | 0.155% | 2009,
2010 2010 ’ 2010
2010
2002, 2004, 2002, 2005,
Fransa
0.188* | 2008, | 0.195% | 2009 | 0.153% | 2009, | 0.184% | 2008,
2010 2010 2012 2009
2001, 1999, 2008,
Almanya 0.151% | 2008, | 0.217* | 2004, | 0.190% | 2009, | 0.132% | 2009,
2009 2009 2010 2010
s 2004, 2001, 2002, 2004,
aponya 0.174% | 2008, | 0.153* | 2009, | 0.167% | 2009, |0.197* | 2009,
2009 2010 2010 2010
1999 2001
2004, 2001, 2005, 2008,
ingiltere 0.170% 1 0209% | 2010, | 0.173% 10.158% | 2000,
2009, 2008,
2011 2010
2010 2011
2002
merik 2002, o 2004, 2008,
merika 0.184% | 2000, | 0.166* | " | O.I81% | 2009, | 0.146* | 2009,
2010 2010 2010
2010
Pancl 0.182% 0.179* 0.173% 0.163*

*0.05 anlamlilik diizeyinde duraganligi ifade etmektedir
3.4. Yapisal Kirilmalh Panel Esbiitiinlesme Testi

Basher ve Westerlund (2009) tarafindan gelistirilen bu test, yatay kesit bagimlilig
ve birden fazla yapisal kiritlmanin varligi durumunda, diizeyde duragan olmayan seriler
arasinda esbiitiinlesme iliskisinin varligini test edebilmektedir. Yontem sabit terimde ve
trendde {i¢ tane yapisal kirilmaya izin vermektedir. Testin bos hipotezi; “seriler arasinda
esbiitiinlesme vardir” seklindedir. Calismada Basher ve Westerlund panel esbiitiinlesme
testi yapilmis ve elde edilen sonugclar, Tablo 4’de sunulmustur.
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Tablo 4: Yapisal Kirillmalh Panel Esbiitiinlesme Test Sonug¢lari

Test istatistigi | Olasilik Degeri Karar
Sabit Terim ve Trenddeki Yapisal 1.887 0.012 Esbiitiinlesme
Kirilmalar Dikkate Alinmadiginda Yok
Sabit Terim ve Trenddeki Yapisal 19.563 0.227 Esbiitiinlesme
Kirilmalar Dikkate Alindiginda Var

Olasilik degerleri, bootstrap kullanilarak 1000 yineleme ile elde edilmistir. Test
modeli olarak, sabitte ve trendde yapisal kirilmaya izin veren model secilmistir. Tablo
4’e gore; yapisal kirilmalar dikkate alinmadiginda, seriler arasinda esbiitiinlesme iliskisi
tespit edilemezken, yapisal kirtlmalar géz oniinde bulunduruldugunda, seriler arasinda
esbiitiinlesme iliskisinin var oldugu goriilmektedir.

4.5. Esbiitiinlesme Katsayillarinin Tahmini

Eberhardt ve Bond (2009) tarafindan gelistirilen Panel AMG yonteminde yatay
kesitler arasindaki bagimlilik g6z 6niinde bulundurulurken, ayni zamanda panelin geneline
ait sonug ve bireysel katsayilar agirliklandirilarak ortalama grup etkisi hesaplanmaktadir.
Bu yontemin diger avantaji kesit denklemlerinin farkli katsayilarinin (parameter
heterogeneity) tahminine imkan vermesidir. Ayrica, sz konusu yontem, degiskenlerin
biitiinlesme derecelerinin ayni olmasi sartin1 da getirmemektedir. Bu yonleriyle bir¢ok
bilinen yontemden daha giivenilirdir. Panel AMG ydntemi ayrica serilerdeki ortak
faktorleri ve ortak dinamik etkileri géz o6nilinde bulundurabilmekte, dengesiz panellerde
de etkin sonugclar tiretebilmekte ve hata terimiyle ilgili olan igsellik probleminin varligi
durumunda da kullanilabilmektedir. Sonuglar Tablo 5’de verilmistir.

Tablo 5: Esbiitiinlesme Katsayilar: tahmin Sonuclar:

Degisken Katsay1 P

ARGE _HAR 0.482 0.001*
ARSAY 0.319 0.000*
KBGSYIH 0.455 0.017*

*0.05 diizeyinde anlamli katsay1

Tahminlerdeki otokorelasyon ve degisen varyans sorunlari, Newey-West yontemiyle
giderilmistir. Patent iiretimi tizerinde etkisi oldugu diigiiniilen 3 bagimsiz degisken pozitif
(arttiric1) yonde anlamli ve etkili ¢ikmugtir. Katsayi biiytikliiklerine gore patent tizerinde
en etkili iki degisken Ar-Ge harcamalarinin GSYIH icindeki pay1 ve kisi basina GSYIH
degiskenleridir. Daha sonra arastirmact sayisi gelmektedir.
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3.6. Kisa Dénem Analizi
Seriler arasindaki kisa donem iliskileri, farki alinmis seriler ve uzun donem
analizlerinden elde edilen hata terimi serilerinin bir donem gecikmeli degeri yani hata

diizeltme terimi (Error Correction Term: £CT, ) kullanilarak analiz edilmistir.

Tablo 6: Hata Diizeltme Modeli tahmin Sonuglart

Degiskenler Katsay1 p Hata diizeltme terimi atsayisi
ARGE _HAR 0.461* 0.001 -0.052%*
ARSAY 0.383* 0.019 -0.029*
KBGSYIH 0.449%* 0.015 -0.065*

*0.05 icin anlamli katsay1

Seriler arasindaki kisa donem iliskileri, hata diizeltme modeli ger¢evesinde yine Panel
AMG yontemiyle tahmin edilmis ve hata diizeltme terimlerinin katsayilarinin negatif ve
istatistiksel olarak anlamli oldugu bulunmustur. Bu durum, uzun dénemde birlikte hareket
eden seriler arasinda, kisa donemde meydana gelen sapmalarin ortadan kalktigini ve
serilerin tekrar uzun dénem denge degerine yakinsadiklarini ifade etmektedir. Bu sonug
ayn1 zamanda serilerin esbiitliinlesik olduklarina ve bu serilerle yapilan uzun dénem analizi
sonuglarmin giivenilir olduguna da bir kanit olusturmaktadir. Hata diizeltme terimlerinin
katsayilarinin mutlak degerce kiigiik olmas1 serilerin dengeye gelme hizlariin diisiik
oldugunu gostermektedir.

5. SONUC

Bu calismanm amaci G-7 iilkelerinde patent iiretimini etkileyen degiskenleri panel
veri ekonometrisi teknikleri ile analiz etmektir. Ulkelerin siirdiiriilebilir iktisadi biiyiime
ve kalkinmasinda teknolojik gelismenin 6nemi biiytktir. Teknolojik gelismenin en
onemli gostergesi de ortaya ¢ikan patentlerdir. Bu baglamda patent {iretimini etkileyen
degiskenlerin ekonometrik olarak belirlenmesi biiylik 6neme sahiptir.

Ulkelerin birinde meydana gelecek ekonomik sokun diger iilkeleri de etkiledigi
goriilmektedir. Ele alinan G7 iilkelerinin gelismis olan iilkeler grubu olarak ekonomilerinin
birbirine bagimli oldugu goriilmektedir. Calismada, sabit terim ve trenddeki yapisal
kirilmalar dikkate alinmadiginda es biitiinlesme iliskisi bulunamazken, sabit terim ve
yapisal kirtlmali model dikkate alindiginda esbiitiinlesme iliskisinin oldugu goriilmektedir.
Patent tiretimi iizerinde etkisi oldugu diislinlilen bagimsiz degiskenlerin esbiitiinlesme
katsayilar1 pozitif (arttirict) yonde anlamli ve etkili ¢ikmistir. Katsayr biiytikliiklerine
gore siralandiginda patent iizerinde etkili degiskenler Ar-Ge harcamalarinin GSYIH
icindeki pay1, kisi basma GSYIH ve arastirmaci sayist degiskenleridir. Ayrica,
degiskenler arasindaki kisa donem iligkileri, hata diizeltme modeli ¢ercevesinde Panel
AMG yontemiyle tahmin edilmis ve hata diizeltme terimlerinin katsayilarinin negatif ve
istatistiksel olarak anlamli oldugu bulunmustur. Hem uzun dénem hem de kisa dénem
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iligki belirlenmistir.

Patent iiretimi, yenilik ve ekonomik performans {izerinde artan sekilde énemli bir
rol oynamaktadir. Patent yeniligin korunmasinda ¢ok 6nemli bir islev gorerek yeniligin
devaminin saglanmasinoktasinda bir tesvik islevi de gérmektedir. Yenilik¢i tirlinler arttik¢a
ozellikle kiiresel rekabette 6nemli avantajlar saglanarak ekonomik performans iizerinde
pozitif bir etki yapmaktadir. Patent miiracaatlari ile firmalarin ekonomik performansi
arasinda pozitif bir iliski bulunan bir ¢ok ¢alisma mevcuttur. Patent sayilarinin artmasi
tilkedeki yeni mal ve hizmetlerin piyasada varligini artiracak olup bu durum dis ticareti
de uzun dénemde pozitif anlamda etkileyecektir.

Calisma sonucunda, teknolojik yeniliklerin ve mevcut bilgi stokunun Ar-Ge
faaliyetleriyle yaratilabilecegi ve teknolojik bilginin yeni yatirim ve istihdam artist
saglayarak ekonomik biiyiime oranmi siirekli artiracagi ongdriisii kabul edilmektedir.
Teknolojik bilgiyle yaratilan yeniliklerin hem fiziksel sermaye hem de beseri sermaye
artisina olanak saglayacagindan azalan verimlerin ortaya c¢ikisini engelleyecegi ve
ekonomik biiyiimenin siireklilik kazanacag unutulmamalidir. Isletmeler, sektor ve ulusal
diizeyde patent liretimini etkileyen degiskenler gozoniine alinarak gerekli politika ve
stratejilerin uygulanmasi uzun dénemde toplumsal refahin artmasini saglayacaktir.
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